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前  言
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材料研究院、北京理工大学、航天材料及工艺研究所、北京航空航天大学、上海泰司检测科技有限公司、
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无损检测
闪光灯激励红外热像法 导则

1 范围

本标准规定了闪光灯激励红外热像法无损检测的一般原则,适用于材料和结构的表面及近表面缺

陷检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T5616 无损检测 应用导则

GB/T12604.9 无损检测 术语 红外检测

GB/T20737 无损检测 通用术语和定义(ISO/TS18173)

3 术语和定义

GB/T12604.9和GB/T20737界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

闪光灯阵列 flashlamparray
由n(n≥1)个按一定规则排列的闪光灯构成的热激励装置。

3.2 
闪光灯激励红外热像法 infraredflashthermography
利用闪光灯阵列作为热激励源的一种脉冲热像法。

3.3 
闪光灯脉冲半高宽 flashpulsewidthatthehalfpeakintensity
闪光灯光强度为最大值的一半时的脉冲宽度(时域)。

3.4 
温差-时间对数曲线 logarithmictemperature-timeplot
Y 轴为脉冲热激励前后温度差值的自然对数,X 轴为时间自然对数的曲线。

3.5 
一阶微分热图 thermogramoffirstderivative
像元值为所对应被测物区域在该时刻的温度随时间的一阶变化率所构成的图像。

3.6 
二阶微分热图 thermogramofsecondderivative
像元值为所对应被测物区域在该时刻的温度随时间的二阶变化率所构成的图像。

4 方法概要

4.1 技术原理

闪光灯激励红外热像法采用闪光灯阵列对被测物体表面进行脉冲加热,使用红外热像仪探测并记
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